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摘要(译)

使用CMUT向超声波探头提供能够精确测量腔高度并精确地掌握超声波
探头中的最大传输声压的技术。根据本发明的超声波探头包括多个单
元，每个单元包括相对于下电极经由间隙布置的下电极和上电极，并且
多个单元包括间隙为空的并且透射的超声电池。 /接收超声波和参考单
元，其间隙填充有导电材料。测量超声波电池和参考电池的静电容量，
使用测量的静电容量中包括的参考电池的寄生电容来校正测量的关于超
声波电池的静电容量中的寄生电容，并且计算腔高度。超声波电池的校
正静电容量的基础。
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